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摘要(译)

提供了样品分析系统和方法。在一个实施方案中，该方法可以通过将物
质施加到其上固定有第一结合剂的基质表面上来实现;从其上施加有物质
的基板的至少一部分去除未结合的材料;将第二种结合剂施加到基质表
面，其中第二种结合剂是光学标记的或未标记的;从其上涂有第二粘合剂
的至少一部分基材上除去未结合的材料;响应于检测与物质结合的光学标
记的第二结合剂，鉴定样品中存在的分析物;并且响应于未检测到与物质
结合的光学标记的第二结合剂，确定样品中不存在分析物;其中将物质或
第二粘合剂施加到基板台阶的表面与从相应的基板台阶的至少一部分中
去除未结合的材料同时进行。还描述和说明了系统和其他方法。
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